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 -Sposéb pomiaru grubosci pokryé radioizc:topowq metodg absorbcyjng
oraz uktad do stosowania tego sposobu

Wynalazek dotyczy sposobu pomiaru grubosci pckryé radioizotopowa metodaabsorbcyjngoraz uktadu do
stosowania tego sposcbu. '

Pomiar grubosci pokryé radioizotopowa metocia absorbcyjng dotychczas odbywa sie sposobem réznico-
wym, w ktérym grubosé pokrycia okreslona zostaje na podstawie analogowej réznicy dwéch sygnatow z detek-
tordw promieniowania, jednego otrzymanego gdy miedzy detektorem a Zzrédtem promieniowania znajduje sie

samo podtoze oraz drugiego otrzymanege, gdy miedzy detektorem a Zrédtem promieniowania znajduje sie to -

podtoze z natozonym na nie pokryciem.

Wadg sposobu réznicowego pomiaru grubosci pokryé metoda radioizotopowsq absorbujacy jest to, ze na
wynik pomiaru grubosci tego pokrycia maja wptyw wtasciwosci podtoza. Wptyw ten jest spowodowany nielinio-
wa zalcinodcig sygnatu z detektora mierzacego szybkosé fluencji promieniowania, od iloczynu gestosci powierz-
chniowej i masowego wspdtczynnika ostabienia promieniowania dla mierzonego materiatu. Zdolnos$é ta ma
charakter wyktadniczy. Wskutek tego wartosé rdznicy sygnatow otrzymanych z detektoréw promieniowania,
gdy miedzy detektorem a Zrédtem promieniowania znajdowato sie samo podtoze oraz, gdy miedzy detektorem
a zrodtem promieniowania znajdowato sie to podtoze z natozonym na nie pokryciem, bedaca miarg grubosci

- pokrycia, jest rézna dla réznych gestosci powierzchniowych i sktadéw chemicznych podtoza, przy tej samej

grubosci pokrycia. Wynik pomiaru obarczony jest tym wiekszym btedem im vieksze w poréwnaniu ze zmianami
gestosci powierzchniowej pokrycia s zmiany gestosci powierzchniowej podtoza. Dalszg wada réznicowego spo-
sobu radioizotopowego absorbcyjnego pemiaru grubosci pokryé jest to, ze zmniejszenie sie aktywnosci zrédet
promieniowania z uptywem czasu wptywa réwniez na wynik pomiaru grubosci pokrycia.

Celem wynalazku jest sposéb, ktéry pozwala na zwiekszenie doktadnosci pomiaru grubosci pokryé radio-
izotopowa metodg absorbecyjng przez wyeliminowanie wptywom wtasciwosci podtoza izmiany aktywnosci
2rédet promieniowania oraz ukfad do stosowania tego sposobu. Cel ten zostat osiggniety przez opracowanie
sposobu wedtug wynalazku, ktory polega na tym, Ze sygnat impulsowy otrzymany z detektora promieniowania,
gdy miedzy detektorem a zrédtem promieniowania znajduje sie samo podtoze oraz sygnat impulsowy otrzy-
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many z detektora promieniowania gdy miedzy detektorem a zrédtem promieniowania znajdowato sie to pod-
toze zna’(oior'wm na nie pokryciem podawane s3 na uktad elementow o dziataniu dyskretnym, w ktorym
nastepuje odejmowanie czestotliwosci obu tych sygnatéw, po czym otrzymana wartosé¢ réznicy czestotliwosci
obu sygnatdw dzielona jest przez wartos¢ czestotliwosci sygnatu otrzymanego, gdy miedzy detektorem a zréd-
tem promieniowania znajduje si¢ samo podtoze dajac w wyniku tej operacji miare w postaci cyfrowej grubosci
natozonego na podtoze pokrycia.

Uktad do stosowania sposobu wedtug wynalazku, sktada si¢ z dwéch absorbcyjnych gtowic pomiarowych,
ktérych wyjécia potaczone sa z wejsciami przelicznika rewersyjnego sprzezonegce przez cyfrowy uktad dzielacy
z urzadzeniem odczytowym.

Wynalazek umozliwia pomiar grubosci dowolnych pokryé na podtozu z dowolnego materiatu. Ponadto
w sposobie wedtug wynalazku na wynik pomiaru nie ma wptywu zmniejszanie sie aktywnosci Zrédet promienio-
wania z uptywem czasu, dlatego, ze stosunek aktywnosci zrédet o tym samym okresie potowicznego rozpadu
jest staty. Dodatkowa dogodnoscia jest to, ze uktad pomiarowy nie wymaga gtowic o identycznych parametrach
a z sygnatu wprowadzonego na uktad odczytowy zostaje wyeliminowana sktadowa zalezna od parametréw pod-
toza itym samym wynik pomiaru jest catkowicie uniezalezniony od grubosci, masy wtasciwej oraz sktadu

" chemicznego danego podtoza.

Sposéb wedtug wynalazku polega na mierzeniu grubosci pokry¢ w czasie ich naktadania na podtoze np.
tasme stalowa wskutek przemieszczenia pomiedzy jedng z gtowic pomiarowych samego podtoza oraz pomiedzy
druga gtowica pomiarowa podtoza tacznie z natozonym pokryciem. Dziatajace w kazdej gtowicy Zrodta promie-
niowania emituja poprzez badany przedmiot promieniowanie jonizujgce do detektoréw, w ktorych powoduje
powstawanie impulséw przekazywanych do rewersyjnego przelicznika. Na wyjsciu przelicznika rewersyjnego
otrzymuje si¢ réznice dyskretnych sygnatéw tych impulséw przekazywana do cyfrowego uktadu dzielacego,
w ktérym jej wartos$é zostaje podzielona przez wartosé¢ sygnatu z przelicznika rewersyjnego otrzymanego wsku-
tek dziatania gtowicy pomiarowej samego podtoza a otrzymany iloraz uwidoczniony zostaje na polu odczyto-
wyn. .

Przyktad urzadzenia do stosowania sposobu wedtug wynalazku. przedstawiony jest na zatgczonym rysun-
ku pokazujacym ogélny schemat tego urzadzenia. Urzadzenie sktada sie z absorbcyjnych izotopowych pomiaro-
wych gtowic 1 i 2 zawierajgcych w sobie detektory promieniowania 4 i 11 przy czym obydwa detektory pota-
czone s z rewersyjnym przelicznikiem 6 sprzezonym z uktadem automatycznego sterowania 7 oraz dzielagcym
uktadem 12 i odczytowym polem 13.

Urzadzenie dziata na zasadzie zliczania poszczegdlnych impulséw utrzymanych od detektora 4, ktérych
czestotliwo$é zalezy od gestdsci powierzchniowej podtoza 5. Impulsy te dodawane s3 do stanu rewersyjnego
przelicznika 6 a czas zliczania odmierza zegar znajdujacy sie w uktadzie automatycznego sterowania 7. Po tym
czasie urzadzenie 8 naktada na podtoze 5 pokrycie 9, ktére tacznie zostajg umieszczone w gtowicy pomiarowej
2. W tej gtowicy detektor 11 otrzymuje poprzez podtoze 5 i pokrycie 9 dawke promieniowania z zrédta radio-
aktywnego 10. Powstate w detektorze 11 impulsy odejmowane sg od stanu przelicznika rewersyjnego 6 przez
czas ustalony ukiadem 7. Przed rozpoczeciem odejmowania liczba impulséw odpowiadajaca gestosci powierz-
chniowej podtoza 5 zostaje zapamietana w pamieci dzielacego uktadu 12. Uktad 12 dokonuje operacji dzielenia
otrzymanej w przeliczniku rewersyjnym 6 roznicy zliczer przez liczbe impulséw odpowiadajacg gestosci powierz-
chni podtoza 5. Wynik tej operacji podawany jest na cyfrowe odczytowe pole 13 jako miara grubosci inierzonego
pokrycia 9.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb pomiaru grubosci pokryé radioizotopowa metodq absorbcyjng, w ktérej sygnat impulsowy
z pierwszego detektora promieniowania otrzymany gdy miedzy tym detektorem a Zrédtem promieniowania
znajduje sie podtoze oraz sygnat impulsowy z drugiego detektora promieniowania otrzymany, gdy miedzy tym
detektorem a zrédtem promieniowanla znajduje sie¢ wspomniane podfoze wraz z natozonym na nie pokryciem
podawany jest na uktad elementéwo dziataniu dyskretnym, znamienny ty m, Ze nastepuje odejmowanie
czgstotliwosci obu tych sygnatéw po czym otrzymana wartos$é réznicy czestotliwosci zostaje dzielona przez
wartos¢ czestotliwosci sygnatu otrzymanego z pierwszego detektora, gdy miedzy nim a zrédtem promieniowania
znajduje sie samo podtoze. .

2, Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug zastrz. 1, sktadajace si¢ z absorbcyjnej pomiarowej izotopo-
wej gtowicy zawierajacej Zrédto promieniowania i detektor miedzy ktérymi umieszczone jest mierzone podtoze
oraz gtowice zawierajaca zrodto promieniowania i detektor miedzy ktérymi umieszczone jest mierzone podtoze
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z natozonym pokryciem, znamienne tym, ze posiada rewersyjny przelicznik (6) sprzezony z uktadem
automatycznego sterowania (7) oraz dzielacym uktadem (12) i odczytowym polem (13) przy czym uktad auto-
matycznego sterowania (7) znajduje sie pomiedzy detektorami a rewersyjnym przelicznikiem (6) natomiast dzie-
lacy uktad (12) znajduje sie pomiedzy rewersyjnym przelicznikiem (6) a odczytowym polem (13).
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